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NORMA BRANZOWA

BN-87

- ELEMENTY 3
POLPRZEWODNIKOWE

Tranzystory '
typu BC 307, BC 308, BC 309 :

3375-30/08 .

Grupa katalogowa 1923

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sg szcze-
gbétowe wymagania dotyczace tranzystor6w PNP male;
mocy, malej czgstotliwosci, wykonanych technologig
epitaksjalno-planarng, typu BC 307, BC 308, BC 309
w obudowie plastykowej do zastosowan powszechnego
uzytku oraz w urzadzeniach wymagajacych zastosowa-
nia elementéw wysokiej i bardzo wysokiej jakosci.

Tranzystory prze¢znaczone sa do pracy w stopniach
wejsciowych i sterujgcych wzmacniaczy malej czgsto-
tliwosci. Tranzystory BC 309 przeznaczone s3 gtéwnie
do zastosowan w stopniach wejsciowych o niskim po-
ziomie Szumow.

Tranzystory BC 307, BC 308, BC 309 moga by¢
stosowane jako pary komplementarne z tranzystorami
typu BC 237, BC 238, BC 239.

Kategoria klimatyczna dla tranzystorow:

— standardowej jakosci (poziom jakosci I) —
40/125/04,
- — wysokiej jakoSci (poziom jakosci III) —
40/125/21,

— bardzo wysokie) jako$ci (poziom jako$ci IV) —
40/125/56.
2. Przykiad oznaczenia
a) tranzystora standardowej jakosci:
TRANZYSTOR BC 307A BN-87/3375-30/08
b) tranzystora wysokiej jakoSci:
TRANZYSTOR BC 307A/3 BN-87/3375-30/08
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¢) tranzystora bardzo wysokiej jakosci:
TRANZYSTOR BC 307A/4 BN-87/3375-30/08

3. Cechowanie tranzystoréw powinno zawiera¢ naste-
pujace dane:

a) oznaczenie typu (podtypu) kodem wg tabl. 1,

b) oznakowanie dodatkowe dla tranzystorow wyso-
kiej i.bardzo wysokiej jakosci. |

Tranzystory wysokiej jakosci powinny by¢ znakowa-
ne cyfra 3, a tranzystory bardzo wysokiej jakosci cyfra
4 umieszczong po oznaczeniu typu.
| Tablica 1. Oznaczenie typu (podtypu) kodem

Typ tranzystora Kod
BC 307 307
BC 307/VI 307 VI
BC 307A 307 A
BC 307B 307 B
BC 307C L 307 C
BC 308 308
BC 308/V1 308 VI
BC 308A 308 A
BC 308B 308 B
BC 308C 308 C
BC 309 309
BC 309A 309 A
BC 309B 309 B
BC 309C 309 C

4. Wymiary i oznaczenie wyprowadzen tranzystora —
wg rysunku i tabl. 2.

Oznaczenie obudowy stosowane przez producenta
CE 35. |

Wersja I
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(BN —87/3375-30/08

I — dopuszcza sig Slad (ubytek tworzywa) po wypychaczu na powierzchni korpusu obudowy, 2 — dopuszcza si¢ ubytki na krawgdziach
wyprowadzen 4 < 0,05

Zgtoszona przez Zakfady Przemystu Elektronicznego KAZEL
Ustanowiona przez Dyrektora Naukowo-Produkcyjnego Centrum Potprzewodnikéw dnia 21 listopada 1987 r.
jako norma obowigzujgca od dnia 1 lipca 1988 r. ' '
(Dz. Norm. i Miar nr 4/1988, poz. 10)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE ,ALFA™" 1988.

Druk. Wyd. Norm. W-wa, Ark. wyd. 1,10 Naki. 2400 + 40 Zam. 687/88

Cena zt 64,00



2 ~ BN-87/3375-30/08

. Tablica 2. Wymiary obudowy CE 35

Wymiary, mm Wymiary, mm ~at -

Symbol wymiaru y Y Symbol wymiaru y ¥ W o
min nom max min nom max nom
A 4,5 : — 5,2 / 12,5 e 14,5 e
0,35 — 0,55 M 3,6 — . 42 —
by - 04 - . E 34 - 36 =
@D 4,5 — ' 5.2 k 1,2 - 1,5 —
d ' 1,4 - 1,77 n?) : 2,6 — . 3,1 .
e') 2,0 — 3,0 o — — — 20°

') Wymiar, kontrolowany w odleglo$ci 2 mm od plaszczyzny podstawy obudowy.

) Dotyczy oceny lutownosci.

5. Badania w grupie A, B, C i D — wg BN-80/ - b) badania podgrupy A2, A3, A4i C2 — wg tabl. 3,

3375-30/00 p. 5.1 c) badania podgrupy B, C 1 D — wg tabl. 4,

6. Wymagania szczegélowe do badai grupy A, B, C d) parametry elektryczne sprawdzane w czasie i po
i D ) badaniach grupy B, C i D — wg tabl. 5.

a) badania podgrupy A1 — sprawdzenie wymiarow:
A, @D, | wg rysunku i tabl. 2, 7. Pozostale postanowienia — wg BN-80/3375-30/00.

Tablica 3. Parametry elektryczme sprawdzame w badaniach podgrupy A2, A3, Ad i C2

' Metods Wartosci graniczne
Podgrupa Rodzaj Kontrolowany | pomiaru Warunki vomiaru Jednostka E
badar badania parametr | wg PN-74/ P miary BC 307 | BC 308 | BC 309
T-01504 ) . )
) min max min max min max
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12
A2 Sprawdzenie -1 ces ark. 09 ! ?UCE = 50 V ‘ ‘ i 100 — — — —
yeh pa Ueg=25V = | = | = f100 | — | 100
metrow elek- Ree = 0 & :
| trycznych BE
-Ugsricro ark. 03 -Ic = 2 mA v 5] — |25 -] 20| —
. Is = 0
~Utsrices | ark. 03 -Ic = 10 pA % 50| — 01— | 25} —
Ru: =90
~Upmeso | ark. 04 | -Ir = 10 pA v sl — | s|—=| s|—
Ic =0 4 - :
haid) ark. 01 -Ic = 2 mA i 65| 800 [ 65 | 800 | 110 | 800
V=5V | 65| 150 | 65 | 150 | — | —
A 110 | 240 | 110 | 240 | 110 | 240
B |, 200 | 480 | 200 | 480 | 200 | 480
c I 420 | 800 | 420 | 800 | 420 | 800
. F ark. 46 ~Ueg= 5V - 10 —_ 10 —_ 4
-Ic = 200 pA , .
R, = 2 k0O dB ‘
f =1 kHz
Af = 200 Hz
~Ug= 5V dB e e F o o | = 4
-Ic — 200 j.lA
R, = 2 k0 |
f= 30 Hz+15 kHz
A3 Sprawdzenie | -Use ark. 01 -Ic = 2 mA \% .10,55| 0,70 [ 0,55 | 0,70 | 0,55 | 0,70
C2 drugorzed- ~Ucg= 5V
h 2. ‘ -
e oo | ~Uer w ark. 02 | -Ic = 10 mA v — 02| — 02| — |02
trycznych | ~f =03 mA .
' -Ust at ark. 02 -Ic = 10 mA v — {os | — |o8 | —.|080
—I,a = 0,5 mA




BN-87/3375-30/08

cd. tabl. 3
Metoda Wartodei eranic
Podgrupa Rodzaj Kontrolowany pomiaru el S Jednostka il i
badan badania parametr | wg PN-74/ P miary | BC 307 BC 308 BC 309
: T-01504 : . 1
min max mii max min max
1 2 3 1 5 6 7 8 9 10 11 12
A3 Sprawdzenie fr ark. 24 ~Uce= 5V MHz 100 | — 100 | — 100 | —
C2 drugorz¢d- -Ic = 10 mA
nych parame- f = 100 MHz
tré -
W s Ceso ark. 22 | -Ucs= 10 V pF — | 61 —=] 6] —] &
trycznych _ =
Ie =0
f=1 MHz
A4 Sprawdzenie | -Icgs ark. 09 e = 0 ¥ pA — 4 [ e 4 1 — 4
parametrow Rge = 0
elektrycznych
W lamp =
= 125°C (po-
ziom II1i 1V)

') Selekcja na klasy wzmocnienia VI, A, B, C tylko na Zyczenie odbiorcy.

Tablica 4. Wymagania szczegélowe do badan grupy B, C i D

Podgrupa B : :
L L - x T OO
p badaf Rodzaj badania Wymagania szczegdtowe
1 2 3 4
1 Bl, Cl Sprawdzenie wytrzymato$ci mechanicznej wypro- proba Ub: metoda 2, 2,5 N, 1 cykl
wadzen préba Ual: 5§ N
Sprawdzenie szczelnosci proba Ql, wodny roztwor alfenolu
2 B2, C3 Sprawdzenie lutownos$ci wyprowadzen ocena lutownosci nie obejmuje czd! wyprowadzen (po
wycigciu belki) oraz bocznej powierzchni na wymiarze
n (po wycigciu mostkow)
3 B3, C9 Sprawdzenie wytrzymatosci na spadki swobodne potozenie tranzystora w czasie spadania — wyprowa-
dzeniami do gory
4 B4, C4 Sprawdzenie wytrzymatoSci na udary wielokrotne mocowanie za obudowe
5 BS5, C5 Sprawdzenie wytrzymatoci na nagle zmiany tem- T4 = -55°C; Tg = 155°C
(poziom ja- peratury
kodci IIT i IV)
6 B6, C6 Sprawdzenie odpornoéci na narazenia elektryczne uklad OB wg PN-78/T-01515 tabl. 5, obcigzenic:
dla BC 307: —Uca = 30 V, Ig = 10 mA
dla BC 308: -Ucg = 15 V, Ir = 20 mA
dla BC 309: -Ucs = 15 V., It = 20 mA
; C3 Sprawdzenie masy wyrobu 0,20 ~ 0,25 ¢ !
= 0
8 C4 Sprawdzenie wytrzymato$ci na przyspieszenia state kierunek probierczy — obydwa kicrunki wzdiuz ost
wyprowadzen, mocowanie za obudowg
Sprawdzenie wytrzymatosci na wibracje o stalej
czgstotliwosci (dla poziomu I) ———T
Sprawdzenie wytrzymatosci na wibracje o zmiennej
czgstotliwosci (dla poziomu 111 i IV) i
9 C5 Sprawdzenie wytrzymatodci na ciepto lutowania temperatura kgpieli 350°C
10 C7 Sprawdzenie wytrzymato$ci na zimno tsig min = —35°C _
(poziom ja- |
kosci 1V)
I C8 Sprawdzenie wytrzymato$ci na suche gorgco tsg max = 155°C
(poziom ja-
kodci 1111 IV)
12 Cl10 Sprawdzenie wymiarow wg rysunku i tabl. 2
13 D1 Sprawdzenie odpornosci na niskie ci$nienie atmo- temperatura narazenia 25°C
| (poziom ja- | sferyczne
kosci II1 1 IV)
14 D2 Sprawdzenie wytrzymatosci na rozpuszczalniki alkohol izopropylowy lub aceton; 4 i @D wg rys.
i tabl. 2




4 BN-87/3375-30/08
cd. tabl. 4
Pogrupa y ; £ o g
Lp. badak Rodzaj badania Wymagania szczegétowe
1 2 3 4
15 D3 Sprawdzenie palnosci palno$¢ zewngtrzna
16 Da4l) Sprawdzenie wytrzymato$ci na ple$n brak porostu ple$ni
(poziom ja-
kosci H11 IV)
17 D5') Sprawdzenie wytrzymalo$ci na mglg solna potozenie “tranzystora dowolne
(poziom ja-
kosci HI1i1V)
') Badanie stosuje si¢ przy zamoOwieniu wyrobow w wykonaniu tropikalnym lub dla klimatu morskiego.
[ o
Tablica 5. Parametry elektryczne sprawdzame w czasie i po badaniach grupy B, C i D
Mituge Warto$ci graniczne
Oznaczenie | pomiaru Warunki Pod & Badad Jednostka 5
parametri | wg PN-74/ |  pomiaru Brup miary BC 307 | BC 308 | BC 309
T-01504 " : "
min | max | min | max | min | max
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
~IcEs ark. 09 -Uce = 50 V Bl, CIl —_ 130 — — = —
fhea: = T nA
- B3, B4, BS, C2, C4, C5, DI e I 1 I S R
“Uce= 25V Bl, Cl — — -— 130 | — 130
Ror = 0 nA
o B3, B4, BS, C2, C4, C5, DI — } te | — | 108 — | 100
-Uceg = 50 V| B6, C6, C8 nA — 500 | — —_ —_— —
Rpe = 0 c2Y) A v 4l — . . _
~Ucg=25V | B6, C6, C8 nA | — | — | — | 50| — 1 500
By =1 c2h) LA I . § 1 e 4
Bl, B3, B4, B5, Cl1, C2, | VI 65 150 | 65 150 | — —
4 18, & A 110 | 240 | 110 | 240 | 110 | 240
B 200 | 480 | 200 | 480 { 200 | 480
hag ark. 01 ~-Ic = 2 mA 420 | 800 | 420 | 800 | 420 | 800
“Ver =3V g6, cs6, C8 v _ 50 | 180 s0 | 180 — | —
90 | 290 | 90 | 290 | 90 | 290
B 160 | 580 | 160 | 580 | 160 | 580
320 | 1020 | 320 | 1020 | 320 | 1020
C2%) VI 30 | — 30 { — — —
' A 45 | — | a5 | — | 45| —
B 80 | — 80 | — 80 | —
160 | — 160 | — 160 | —
') W czasie badania odpornodci na suche goraco. .
!) W czasie badania odporno$ci na zimno. ’
K ONTIEC

1. Instytucja opracowujaca norm¢ — Naukowo-Produkcyjne Cen-
trum Potprzewodnikéw, Zaktady Przemystu Elektronicznego KAZEL,

Koszalin.

2. Normy zwigzane

PN-74/T-01504/01 Tranzystory. Pomiar A2z i napiecia Uss
PN-74/T-01504/02 Tranzystory. Pomiar napie¢ nasycenia Ucr sm

i UBE sal

PN-74/T-01504/03 Tranzystory. Pomiar napi¢¢ przebicia Uarcro,
Uisrices, Uricer, Usrycex

INFORMACIJE DODATKOWE

PN-74/T-01504/04 Tranzystory.
1 Utaryeso
PN-75/T-01504/09 Tranzystory

Icgs, Icev | pradu zerowego Iceo

PN-74/T-01504/22 Tranzystory

i badania

X

Pomiar napig¢ przebicia Uasricso
. Pomiar pradow resztklowych Icer,

. Pomiar pojemnosci Ccso i Ceso
PN-74/T-01504/24 Tranzystory. Pomiar modulu |hxJ w zakresie
w.cz, i czgstotliwodci fr
PN-76/T-01504/46 Tranzystory. Pomiary parametréw szumow

PN-78/T-01515 Elementy pdiprzewodnikowe. Ogdlne wymagania




Informacje dodatkowe do BN-87/3375-30/08

pigcia kolektor-emiter wyznaczona przez okreslona wartos¢ pradu

nolektora I, na takiej charakterystyce wyjSciowe) tranzystora

Ic = f(Uce) przy Is = const, ktora przechodzi przez punkt: Ic2 = k I¢
(np. k = 1,1), Ucs — okreSlone np. Ucg = 1 V.

BN-80/3375-30/00 Elementy poiprzewodnikowe. Tranzystory malej BC 308A — 1156211309025
mocy matej czgstotliwosci. Wymagania 1 badania BC 308B — 1156211309038
3. Symbol wg KTM BC 308C — 1156211309040
BC 307 — 1156211308009 BC309 — 1156211310000
BC 307VI 1156211308011 BC 309A — 1156211310012
BC 307A 1156211308024 BC 309B — 1156211310025
BC 307B 1156211308037 BC 309C — 1156211310038
- BC 308 — 1156211309000 4. Wartosci depuszczalne — wg rys. I-1 i tabl. I-1.
BC 308VI — 1156211309012 | 5. Dane charakterystyczne — wg rys. [-2 =+ 1-4 i tabl. [-2.
»
" 8L 307, BC 308, BC 309
300 \
200 \\
100 P
N
N
N\,
N -
9025 0 25 5 5 100 125 150 tamp
Rthj,a & 420°C/W ’
(BN —87/3375 -30/08-1-1]
Rys. I-1
) Tablica I-1. Wartoéci dopuszczalne
Oznaczenie Jednostka Wartosci dopuszczalne
Lp. Ny Nazwa parametru :
J miary 1 e 307 | BC 308 |BC 309
1 -Ucro Napigcie kolektor-emiter A% 45 25 20
2 -Uces Napigcie kolektor-emiter przy Usg = 0 \' 50 30 25
3 ) —Uf_:po Napi¢cie emiter-baza Vv 5
4 -Ic Prad kolektora mA 100
5 -Icm Prad szczytowy kolektora mA 200
¢ 6 ~Ip Prad bazy mA 50
7 P Catkowita moc wejsciowa (stata lub srednia) na wszystkich elek- mW 300
trodach (tamy < 25°C)
8 I Temperatura zlacza g > 150
9 tamb Temperatura otoczenia w czasie pracy . -40 = 125
10 Lsig Temperatura przechowywania i -55 <+ 155
P B30Ty mp=25C 10
: \ ¢ 30690 08
¢ I |Bc09) , a7 +—
* mA 1 7 |
70 - a‘f
: / .
Tes . 60 1 a2
1 50 i 1
AV !
03
40 g
Ucgr Ugg=1V Y, - I
cex Uge= e - ol 02
: 1
[BN-87/3375-30/07-1-2) 0. -Ig=0,1mA.
R ai 1
"
Objasnienie do rys. I-2. Napigcie kolankowe — Ucex. Warto$¢ na- Ve V ‘

BN-87/3375-30/08-1-3]

Rys. I-3




Informacje dodatkowe do BN-87/3375-30/08

Ye=3V HH B0 507
p H BC 308
qoo{lamb=2"C B3 Bt 309
hate
B
=
-
mwsA'B 309ﬁ—. | O 3
== ey ;
100 L
0 1l 1
10-2 101 10° 0! -Ir mA
BN-287/3315-30/08-1-4)
Rys. 14

Tablica 1-2. Dame charakterystyczne

Wartosci parametrow

E: S Nazwa parametru Warunki pomiaru bt R
" parametru p po miary BC 307 BC 308 BC 309
min | typ | max| min | typ | max | min | typ | max
| 2 3 4 5 6 |7 1 8| 9 1w |12]3| 14
] ~IcEs Prad resztkowy ko- ~Ueg =50V nA — 21100y — - — — — —
lektora R = 0
- ~Ueg =25V nA ww | = | = | — 2| 100 | — 2| 100
Ree = 0
2 ~U\srycE0 Napigcie przebicia -Ic = 2 mA A" 45 — — 25 — —_ 20 —_ —
3 kolektor-emiter Is =0 .
3 -UsryERO Napigcie przebicia -Ir = 10 pA A" 5 — — 51 — —_— 51 — —
emiter-baza Ice =0
4 -U\srycEs Napigcie przebicia -Ic = 10 pA v 50 e — 30 | — — 25 — e
kolektor-emiter Upe = 0
5 ~Uct s Napig¢cie nasycenia -Ic = 10 mA — 0,00 0,20 — {0,101 0,20] — |0,i10] 0,20
kolektor-emiter -Ig = 0,5 mA v
-Ic = 100 mA') — |0,30] 095 — {030] 095| — — —
-Ip = § mA
6 ~Upg sur Napigcic nasycenia -Jc = 10 mA —_— 070 | 080 — 10,70 OO — 10,70} 0,80
' baza-emiter -Is = 0,5 mA v
-Ic = 100 mA") _ 0.90 1,20 — 0,90 1,20 | — —_ —_
-Ip = 5 mA }
7 -Ucrx Napigcie kolankowe -Ic1 = 10 mA A" — 10,3 0.6 — |03 1 0,6 — 10,3 0,6
(rys. 1-3) -Icz = 11 mA
“Ucg=1YV
8 -Use Napigcie baza- -Ic = 10 pA mV — 530 | — — | 530 | — — — —
-emiter “Uce= 5V
-Ic = 2 mA mV 550 [ 650 [ 700 | 550 | 650 | 700 | 550 | 650 | 700
~Uee=35V
~Ic = 100 mA")’ mV — |70 | — | — |40 ] — | = |—=]| —
“Ug=5YV
9 | hug) Statyczny  wspot- | -Ic= 10 pA |VI - 65 | — — | 65 —_ | - | = —
c?ynnlk wzimocnie- ~Uce=5V A _ 10 | — — 110 | — — 1o | —
nia pradowego w .
uk1‘ad2w wspolnego B . 200 N K. 200 | — o 200 | —
emitera
) & — || -] ~ {2m] = | = |20] —




cd. tabl. I-2

Informacje dodatkowe do BN-87/3375-30/08

- 7 e :
Oznaczenie p 3 Jednostka itoec: palametaw
Lp. parametru Nazwa parametru Warunki pomiaru miary BC 307 BC 308 BC 309
\ - min| typ |max|{ min | typ | max |min| typ | max
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 |12 13| 14
9 | hud) Statyczny  wspdl- | -Ic=2mA 65| — {800 65 | — |[800 |110] — | 800
SEpanik smaedie | <Tg=IV Foy 65| 100 [150] 65 |100 [150 | — | — | —
nia prgdowego w \ ;
uklucag yepoluego A — 110 180 |[240] 110 | 180 | 240 [ 110 180 | 240
emitera
B 200| 290 [480]| 200 | 290 | 480 |200| 290 | 480
= 420 520 |[800| 420 {520 | 800 |420| 520 | 800
~Ic = VI - W {—] —~ W] — | =] —F —
= 100 mA
= = 1
Ve V) | & — 1o =] = [l = =] 10| =
B —t B0 | —~] — |19 = [—] 190} -—
>
.C — | 380 |— — 380 | — — | 380 —
10 | hud) Matosygnatowa -Ic=2mA 04( — {150] 04 | — 150 | 1,2| — | 150
zwarciowa impe- ~Uce=5V — —
dancja wejSciowaw | f=1kHz Vi - | s %3 0 | 14 a2
. Hlncrie waphinego A 12| 27 |as| 12 |27 ] a5 12] 27| 45
emitera '
B 30| 45 |[80] 30 |45 | 80|30 45| 80
60| 87 1150 60 |87 {150 | 60| 87 | 150
11 hi2?2) Matosygnatowy roz- | -Ice=2mA | VI —_ 2.5 - —_ 2,5 —_ — Y s
warciowy wspol- ~Ucg=5V - — —
cxynnik wateezmego | £w 1is 1 M =] 30 (e} — |30 — | 38
b przenoszenia napig- B —_ 3.5 —_ —_ 3.5 — — 3,5 —
CIOWERO W ukl.adzw | 40 |— — 40 | — | 40| —
wspblnego emitera
12 | had) Matosygnatowy -Ic=2mA ¢ o1l [ S | 5| — | — 125 — | —
isiisipilis, il - cam- Al € 75| 110 {150| 75 |10} 150 | — | — | —
czynnik przenosze- f= lkHz
i pdavege W A 125, 220 |260| 125 | 220 | 260 | 125| 220 | 260
uktadzie wspblnego
SERRES B 240| 330 |500| 240 [330 | soo [240| 330 | 500
450 600 | — | 450 [ 600 | — |450| 600 | —
13 | h2d) Matosygnatowa -Ic=2mA |VI —| 20 (40| — | 20| 40 | =] — | —
zwarciowa admitan- ~Ucg=5V
— - st 2 5
. cja wyjéciowa w f=1knz |A - ol L ol T S|
uklagie wepdlasgo B —| 35 |70 — | 35| 0| —=]| 35| 7
emitera
g | sslf UF [w=] o= | BB == |o=f 45| s
14 | F Wspblczynnik szu- | ~Ucs=5V dB - 4 |10 — 4| 10| — 2| 4
mow -Ic= 200 pA
R;=2k{}
f=1kHz
Af = 200 Hz
~Ucg=5V dB v f o G | e | = | wmr | sw 2 4
-Ic= 200 pA
Rg=2kQ
f=30Hz +
15kHz
15 fr Czgstotliwo$¢ gra- ~Uceg=5V MHz 100 150 — 100 | 150 —_— 100} 150 —
niczna -Ic= 10 mA
f= 100 MHz
16 Ccso Pojemnos¢ zlacza -Ues=10V pF — 4 6| — 4 6 | — 4 6
kolektora Ie=0
f=1MHz 4




8 Informacje dodatkowe do BN-87/3375-30/08
cd. tabl. I-2
; _ Wartosci parametrow
Oznaczenie . .| Jednostka
Lo. | pasametry | Dazwd parametru. | Warunki pomiard | "o BC 307 BC 308 BC 309
min | typ | max | min | typ | max | min } typ | max

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

17 Crao Pojemnos$é¢ zlacza -Ugp = 05V pF — 11| — — 11| — e 1] —
emitera Ic =0
f =1 MHz

') Pomiar impulsowy ¢, < 300 ps, 8 < 2%.

) Selekcja na klasy (VI, A, B, O) tylko na Zyczenie odbiorcy.




